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トムソン散乱計測はプラズマの電子温度・電子密度を測定する最も信頼性の高い手法のひとつ

であるが、プラズマ立ち上げ等の低密度プラズマ測定時は SN 比の低下やプラズマ圧力非等方性

が問題となり、正確な測定が困難となる。これに対しレーザーを往復させるマルチパス方式と

前方・後方散乱を組み合わせたトムソン散乱計測は、散乱強度の増強、圧力非等方性の直

接測定が可能なため低密度プラズマの測定に非常に適した計測である。 

東京大学における球状トカマク装置 TST-2 では、ダブルパストムソン散乱計測の開発・

整備が進められている。ダブルパストムソン散乱計測では従来の後方散乱（散乱角１２０

度程度）のシングルパストムソン散乱計測システムにおける入射レーザーを１往復させ、

１パルスのレーザー入射に対して前方散乱と後方散乱の信号を１パルスずつ得ることがで

きる。さらに最近、空間６点の同時計測を行う多点計測システムを増設した。これを用い

たオーミック加熱プラズマ（電子密度～1019 [m-3]）の測定結果を図に示す。これまでの測

定において図に示した計測範囲ではプラズマ圧力非等方性は見られなかったため、前方散

乱と後方散乱で計測される電子温度は等しいと仮定して電子温度・電子密度のフィッティ

ングを行っている。これにより前方散乱のみ、後方散乱のみによる測定に比べ誤差が減少

した。 

本発表では、上記のダブルパストムソン散乱計測システムと得られた結果の詳細につい

て紹介する。 

     

 図：ダブルパストムソン散乱計測による電子温度・電子密度の空間分布 


